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An den Standorten:
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Prafungen in den Bereichen:

Lichttechnik

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19052-01-00

Standort Miinchen

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm oder
Prifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des
Prifverfahrens

Priifbereich /
Einschrankungen zum
Priifverfahren

Lichttechnik

CIE 63:1984

The spectroradiometric measurement
of light sources

- spektrale
Bestrahlungsstarke von
200 nm bis 2500 nm

- Leuchtdichte und
spektrale Strahldichte im
Wellenldangenbereich von
350 nm bis 1100 nm

- Lichtstrom, Teillichtstrom
und spektrale
Strahlungsleistung im
Wellenldangenbereich von
360 nm bis 1100 nm

Lichttechnik

ISO 23539:2005

CIE S 010:2004

Photometry - The CIE System of
Physical Photometry

- Leuchtdichte und
spektrale Strahldichte im
Wellenldangenbereich von
350 nm bis 1100 nm

- Lichtstrom und spektrale
Strahlungsleistung im
Wellenldngenbereich von
360 nm bis 1100 nm

Lichttechnik

DIN 5032-1:1999

Photometrische Verfahren

Leuchtdichte und spektrale
Strahldichte im
Wellenldngenbereich von
350 nm bis 1100 nm

Ausstellungsdatum: 22.08.2019
Giiltig ab: 22.08.2019
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Deutsche
Akkreditierungsstelle

Lichttechnik |DIN EN 13032-1:2012

Licht und Beleuchtung - Messung und
Darstellung photometrischer Daten
von Lampen und Leuchten

Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifbereich /
Prifverfahren / Priifverfahrens Einschrankungen zum
Ausgabestand Priifverfahren
-spektrale

Bestrahlungsstarke von
200 nm bis 2500 nm

-Leuchtdichte und
spektrale Strahldichte im
Wellenldangenbereich von
350 nm bis 1100 nm

-Lichtstrom und spektrale
Strahlungsleistung im
Wellenldangenbereich von
360 nm bis 1100 nm

Lichttechnik |CIE 84:1989 Lichtstrommessung Lichtstrom
mittlere Lichtstarke fir
Lichttechnik |CIE:127:2007 Measurement of LEDs LEDs (ILED A und ILED B)

Lichtstrom und
Strahlungsleistung fiir LEDs

ISO 11664-1:2007

Lichttechnik DIN EN ISO 11664-1:2011

CIE S 014-1:2006

Farbmetrik - Teil 1: CIE farbmetrische
Normalbeobachter

Colorimetry — Part 1: CIE Standard
Colorimetric Observers

Tristimuluswerte X,Y,Z und
die von diesen durch
Berechnung ableitbaren
FarbmessgroRRen

ISO 11664-2:2007

Lichttechnik DIN EN ISO 11664-2:2011

CIE S 014-2:2006

Farbmetrik - Teil 2: CIE
Normlichtarten

CIE Standard Illuminants for
Colorimetry

Tristimuluswerte X,Y,Z und
die von diesen durch
Berechnung ableitbaren
FarbmessgroRRen

ISO 11664-3:2012

Lichttechnik DIN EN 1SO 11664-3:2013

CIE S 014-3:2011

Farbmetrik - Teil 3: CIE-Farbwerte
Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus
values

Tristimuluswerte X,Y,Z und
die von diesen durch
Berechnung ableitbaren
FarbmessgroRRen

ISO/CIE 11664-5:2016

Lichttechnik | o\ EN 150 11664-5:2017

Farbmetrik - Teil 5: CIE 1976 L*u*v*-
Farbenraum und gleichabstdndige u',
v'-Farbtafel

Colorimetry — Part 5: CIE 1976
L*u*v* Colour Space and u', v'
Uniform Chromaticity Scale Diagram

Tristimuluswerte X,Y,Z und
die von diesen durch
Berechnung ableitbaren
FarbmessgroRen

Ausstellungsdatum: 22.08.2019
Giiltig ab: 22.08.2019
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Standort Berlin

Deutsche
Akkreditierungsstelle

of light sources

Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifbereich /
Priifverfahren / Prufverfahrens Einschrankungen zum
Ausgabestand Priifverfahren
Lichttechnik |CIE 63:1984 The spectroradiometric measurement Bestrahlungsstarke

Lichttechnik |DIN 5032-1:1999

Photometrische Verfahren

- Beleuchtungsstarke

- Lichtstarke

Lichttechnik |DIN EN 13032- 1:2012

Licht und Beleuchtung - Messung und
Darstellung photometrischer Daten
von Lampen und Leuchten

Beleuchtungsstarke

Lichttechnik |DIN 5032-2:1992

Lichtmessung, Betrieb elektrischer
Lampen und Messungen der
zugehorigen Grole

- Beleuchtungsstarke

- Lichtstarke

ISO 23539:2005

Lichttechnik
CIE S 010:2004

Photometry - The CIE System of
Physical Photometry

- Beleuchtungsstarke

- Lichtstarke

Ausstellungsdatum: 22.08.2019
Giiltig ab: 22.08.2019
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